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Abstrakt: Budouci rozvoj oboru nanoelektroniky silné zavisi na moZnosti vytvareni funkénich
nanostruktur pozadovanych fyzikalnich a chemickych vlastnosti. Jednim z perspektivnich smér( se jevi
molekuldrni elektronika vyuZzivajici konstrukce funkénich nanostruktur na bazi jednotlivych molekul.
Nicméné rozvoj této oblasti je podminén nasi schopnosti hlubsiho pochopeni procesl vedoucich k
vytvareni takovychto molekularnich nanostruktur a jejich cilené kontroly.

Cilem této prace je osvojeni si prace s mikroskopem atomdrnich sil a rastrovacim tunelovacim
mikroskopem pracujicim ve ultra vysokém vakuu. Bude studovdana moznost konstrukce komplexnich
molekuldrnich struktur, jejichz chemické a fyzikalni vlastnosti budou studovany pomoci rastrovaci
mikroskopie a komplementdrnich technik. V ramci prace je také predpokldadan dalsi rozvoj techniky
rastrovacich mikroskopd.
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